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Przedmiotem wynalazku jest spos6b pomiaru
czasu zycia no$nik6w generowanych $§wiatlem w
ogniwach fotoelektrycznych.

W dotychczasowym stanie techniki znanych jest
wiele sposob6éw pomiaru czasu zycia nadmiaro-
wych no$nikéw mniejszo§ciowych materialéw p6t-
przewodnikowych. Je§li chodzi o ogniwa fotoelek-
tryczne to nie jest znany spos6éb pomiaru czasu
zycia no$nikbw generowanych $wiatlem. Rozwéj
techniki w zakresie wyladowczych Zr6det §wiatla,
w zwigzku z zastosowaniem ogniw fotoelektrycz-
nych w ukladach pomiarowych wielko§ci fotomet-
rycznych tych Zroédel zasilanych prgdem przemien-
nym, postawil problem liniowo§ci transformacji
wymuszei fotometrycznych na odpowiedzi elek-
tryczne w tych ogniwach, z ktérym laczy sie po-
trzeba znajomo$ci warto$ci czasu zycia no$nik6w
generowanych S$wiatlem oraz czynnikéw wplywa-
jacych na wartosci tego czasu.

Analiza pracy ogniwa fotoelektrycznego, na przy-
klad selenowego, pozwala stwierdzi¢, ze odpowie-
dzig ogniwa fotoelektrycznego na wymuszanie
§wietlne jest prad zwarciowy, ktérego warto§é
chwilowa zalezna jest od koncentracji no$nikéw
generowanych $§wiatlem. Zalezno$é czasowa nate-
zenia pradu zwarciowego ogniwa przedstawia wy-
razenie, z ktoérego wynika, Ze zmiana natezenia

dt
pradu zwarciowego w ‘czasieT i jest réwna

r6znicy miedzy ilorazem chwilowej warto$ci na-
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tezenia oSwietlenia o wartosci e(t) z uwzglednie-
niem wspéleczynnika k miedzy natezeniem pradu
zwarciowego a natezeniem o$wietlenia, do czasu
zycia noénikéw 7, a ilorazem mnateZenia pradu
zwarciowego i, do czasu Zycia no$nikéw. Zapis
matematyczny powyzszej zaleznofci jest:

dt k . e(t) i

W
d =W T T

Napigcie U _p wystepujace na zaciskach ogniwa
fotoelektrycznego jest réwne iloczynowl prgdu
zwarciowego i,, i rezystancji zastgpczej R’ ogniwa
fotoelekirycznego, bedacego rezultatem réwnoleg-
tego poljczenia rezystancji zewnetrznej R, obwo-
du obcigzajgcego. Warto§é chwilowa tego napiecia
jest miedzy innymi funkcjg czasu zycia no$nik6w
generowanych §wiattem.

Analiza przebiegu czasowego wartoSci chwilo-
wej napiecia U_p pozwala wyznaczyé wartofci cza-
su zycia no$nikéw generowanych Swiatlem w og-
niwie fotoelektrycznym. Znany jest spos6b pomia-
ru czasu 2zycia nadmiarowych no§nikéw mniej-
szoSciowych materiatéw péiprzewodnikowych opar-
ty na metodzie zaniku fotoprzewodnictwa.

Najkorzystniejsza jest w tym wzgledzie metoda
Armstronga. W metodzie tej sygnat §wietlny pada
na probke i dodatkowo na odpowiednio spolaryzo-
wang fotokomérke potgczong z obwodem RC. Na-
piecia na prébce i na kondensatorze stajg sie réw-
ne gdy r=RC. Stan kompensacji obu napieé obser-
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wuje si¢ na oscyloskopie. Pomiar przeprowadza
sie w czasie trwania sygnalu §wietlnego, ktérego
przebieg czasowy jest dowolny.

.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po-
miaru czasu zycia no$nikéw generowanych $§wiat-
lem w- ogniwach fotoelektrycznych z uwzglednie-
niem czynnikéw majacych wplyw na jego wartosé,
zwlaszeza takich jak: warto§é Srednia nateZenia
.o§wietlenia oraz skladu widmowego §wiatla i re-
zystancji obcigzenia ogniwa.

Cel wedlug wynalazku jest osiggniety sposobem.
w ktérym modulatorem natezenia ofwietlenia jed-
nocze$nie o§wietlane sg ogniwo fotoelektryczne i
fotoelektryczny przetwornik bezinercyjny. Ogniwo
fotoelektryczne% obciazone jest rezystorem R, o
zmiennej rezystancji. Warto§é chwilowa napiecia
ogniwa fotoelektirycznego UoF wywolana modulo-
wanym nateZeniem o§wietlenia ma przebieg cza-
SOWYy uzalei_rx_iqny,{dd warto$ci czasu zycia no$nikéw
generowanych §wiattem.

Spos6b wedlug wynalazku pozwala na pomiar
wartoSci czasu zycia
§wiatlem w zalezno$ci od warunkéw pracy ogniwa.
Spos6b ten jest prosty i pozwala uzyskaé doklad-
noé&é kilku procent. : ‘

Uklad do realizacji sposobu wedlug wynalazku
uwidoczniony jest w przykladzie wykonania na
rysunku, ktéry przedstawia schemat ideowy ukla-
du pomiarowego. )

Ogniwo fotoelektryczne 1 i bezinercyjny prze-
twornik fotoelektryczny -2, ktérym moze byé foto-
komérka, sa oSwietlone z modulatora ‘3 natezenia
o§wietlenia. :

Modulator 3 natezenia o$wietlenia pozwala na
uzyskanie o$wietlenia przetwornikéw fotoelek-
trycznych z natezeniem modulowanym pod wzgle-
dem ksztaltu przebiegu czasowego, wartoSci skla-
dowej statej, stosunku amplitudy sktadowej zmien-
nej do skladowej statej, czestotliwo§ci i skladu
widmowego. Ogniwo fotoelektryczne 1 jest obcia-
zone zewnetrznym rezystorem 4 o zmiennej war-
‘toSci rezystencji R,. Napiecie z ogniwa fotoelek-
trycznego Uor jest doprowadzone do wzmacnia-
cza ukladu odchylenia poziomego.

Obwo6d bezinercyjnego przetwornika 2 sklada sie
z- zasilacza 6 i przesuwnika fazowego, zloZonego z
réwnolegle potgczonego kondensatora 7 o zmiennej
warto$§ci pojemnoéci C oraz rezystora 8 o zmiennej
warto§ci rezystancji R. Spadek napigcia powstaty

Errata

noénik6w generowanych
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na tak zbudowanym ukladzie kompensacyjnym
przykladany jest do wzmacniacza ukladu odchy-
lajacego oscyloskopu 5, na przyklad wzmacniacza
odchylania pionowego. Ogniwo elektryczne w da-
nych warunkach zaleznych od modulowanego na-
tezenia oSwietlenia i wartoSci rezystencji R, po-
siada napiecie UoF przesunigete w fazie o katp,

- ktéry to kat jest funkcja

f=arc tg wr

Natomiast w ukladzie kompensacyjnym obwodu
bezinercyjnego przetwornika fotoelektrycznego 2
wystepuje spadek napiecia Upy 2z DPrzesunieciem
fazowym o kat ¢, zalezny od funkcji

@=4arc tg o RC

Stan kompensacji przesunieé fazowych miedzy
napigeciami przykladanymi do oscyloskopu, obser-
wowany na lampie oscyloskopowej zachodzi wéw-
czas gdy spelniony jest warunek, ze wartofci ka-
téw przesunieé fazowych obu napieé, to jest g i ¢
sg sobie réwne. Z tego warunku kompensacji wy-
nika, Ze mierzona warto§¢ czasu zycia nosniké6w ge-
nerowanych Swiatlem w ogniwach fotoelektrycz-
nych jest ré6wna iloczynowi rezystancji R i pojem-
nosci C przesuwnika fazowego.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b pomiaru czasu Zzycia no$niké6w genero-
wanych §wiatlem w ogniwach fotoelektrycznych,
wykorzystujacy modulator nateZenia o$wietlenia
oraz metode kompensacji przesunieé fazowych,
znamienny {ym, Ze pomiar czasu Zycia v noSnikéw
uzyskuje' si¢ przez jednoczesne o§wietlenie ogniwa
fotoelektrycznego (1) i fotoelektrycznego przetwor-
nika (2) bezinercyjnego z modulatora (3) natezenia
oSwietlenia, przy czym przebieg warto§ci chwilo-
wej napiecia ogniwa fotoelektrycznego U g obcia-

. Zonego ryzystorem (4) o zmiennej rezystancji ®,)

kompensuje sie przebiegiem wartosci chwilowej
spadku napiecia Upp @ w stanie kompensacji za-
obserwowanym na lampie oscyloskopowej, wartos-
ci czasu zycia no$nikéw generowanych Swiattem
wyznacza sie z warto§ci rezystancji i pojemnosci
przesuwnika fazowego ukladu kompensujgcego.

lam 1, wiersz 27 i lam 2, wiersz 7
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